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Sposób wytwarzania próbki proszkowej do spektrometrów
rentgenowskich

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza¬
nia próbki proszkowej do spektrometrów rentge¬
nowskich.

Znany dotychczas sposób wytwarzania próbki
proszkowej do spektrometrów rentgenowskich prze¬
widywał dokładne zmieszanie badanego materiału
proszkowego ze ściśle określoną ilością lepiszcza
i następne sprasowanie mieszanki na pastylkę. Ja¬
ko lepiszcze stosowano celulozę, skrobie względnie
grafit o określonym uziarnieniu.

Celem wynalazku było uproszczenie sposobu wy¬
twarzania próbki proszkowej do spektrometrów
rentgenowskich.

Cel ten uzyskano, według wynalazku, przez
wprasowanie warstwy badanego materiału prosz¬
kowego w warstwę kwasu borowego stanowiącego
lepiszcze krystaliczne, przy czym grubość warstwy
badanego materiału wynosi od 0,05 do 0,1 gruboś¬
ci warstwy lepiszcza. ♦

Sposób według wynalazku pozwala na przygo¬
towanie próbki z małej ilości materiału proszko¬
wego, bez uprzedniego ważenia i mieszania mate¬
riału z lepiszczem.

Przykład I. Dla oznaczenia składu chemicz¬
nego żelazokrzemu na spektrometrze rentgenowskim,
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rozdrobniono go do granulacji rzędu 40 pm i wsy¬
pano do matrycy o średnicy 40 mm na wysokość
0,5 mm. Następnie do matrycy wsypano na wyso¬
kość 10 mm kwas borowy. Po sprasowaniu otrzy¬
mano pastylkę z warstwą żelazokrzemu, którą
analizowano na spektrometrze rentgenowskim.

Przykład II. Dla oznaczenia składu chemicz¬
nego żalazomagnezu na spektrometrze rentgeno¬
wskim, przygotowano próbkę podobnie jak w przy¬
kładzie I, przez wsypanie do matrycy o średnicy
30 mm najpierw na wysokość i mm warstwy roz¬
drobnionego żelazomanganu, a następnie na wyso¬
kość 10 mm warstwy kwasu borowego. Po spraso¬
waniu, otrzymaną pastylkę analizowano na spektro¬
metrze rentgenowskim.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania próbki proszkowej do spe¬
ktrometrów rentgenowskich, znamienny tym, że
warstwę badanego materiału sproszkowanego
wprasowuje się w warstwę kwasu borowego sta¬
nowiącego lepiszcze krystaliczne, przy czym -gru¬
bość warstwy badanego materiału wynosi od 0,05
do 0,1 grubości warstwy lepiszcza.
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